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Wptyw podtogowych materiatdw absorpcyjnych na rozkiad pola

EM w komorach bezodbiciowych

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badan wpfywu podfogowych materiatéw na zdolno$¢ komory typu SAC do wytworzenia obszaru

pola jednorodnego.

Abstract. The article shows how the type of the floor absorbers affects the field uniformity in semi-anechoic chambers. (Impact of the floor
absorbers on the distribution of EM field in the semi-anechoic chambers).
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Wstep

Badania odpornosci na  promieniowane  pole
elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowej odbywajg sie
w zdefiniowanym przez norme EN61000-4-3 [1] obszarze
pola jednorodnego. Do jego wytworzenia w przypadku
wiekszosci komor bez odbiciowych typu SAC (ang. semi
anechoic chamber) wymagane jest wylozenie podtogi
materiatami absorpcyjnymi w celu redukcji odbi¢. Jest to
o tyle ucigzliwe, ze w przypadku komory typu SAC-3 (,3-
metrowa”) wymaga roztozenia blisko 40 sztuk absorberow
ferrytowych, kazdy o wadze okoto 20 kg oraz takiej samej
liczby absorberéw piankowych. Powoduje to wydtuzenie
czasu badania nawet o 100% w poréwnaniu do sytuaciji,
w ktorej wykonywano by badanie bez absorberow. Wiedzac
ze obecnos¢ absorberédw nie wynika bezposrednio
zwymagan  normatywnych  sprawdzono  mozliwosé
uzyskania w komorze powierzchni pola jednorodnego
w réznych konfiguracjach absorberéow.

Uktad pomiarowy
Badania wykonano w posiadanej przez Instytut Logistyki
i Magazynowania komorze bez odbiciowej typu SAC-3
produkgciji firmy MVG-EMC, pokazanej na rysunku 1.
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Rys.1. Komora bezodbiciowa SAC-3 w ILiM

Badania wykonywano przy wykorzystaniu aparatury
wyszczegolnionej w tabeli 1.

Tabela 1. Aparatura uzyta do badan.

Nazwa Producent Typ/model
Komora bezodbiciowa | MVG-EMC SAC-3
Generator sygnatowy R&S SMB100A
Wzmacniacz mocy R&S BBA100
Miernik mocy R&S NRP-Z211
Antena do 1 GHz | Schwarzbeck | STLP 9128E
Miernik pola NARDA EP-601

Wszystkie pomiary wykonywano dla zakresu 80-
1000 MHz i natezenia pola 10V/m, w obszarze pola
jednorodnego 1,5x1,5 m, pokazanym na rysunku 2, przy
funkcji

wykorzystaniu  dedykowanej
EMC32 - rysunek 3.

oprogramowania

Rys.2. Obszar pola jednorodnego analizowany w badaniach
(a=50cm, b=80cm, c=300cm)
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Rys.3. Oprogramowanie EMC32 - panel modutu analizatora

jednorodnosci pola

Domyslina konfiguracja absorberéw

W pierwszym etapie prac wykonane zostaty pomiary
w konfiguracji typowej, zalecanej przez producenta,
z absorberami ferrytowymi oraz piankowymi na podtodze -
rysunek 4.
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Rys.4. Stanowisko do badan odpornosci na pole EM, z podiogg
wytozong absorberami

W powyzszej konfiguracji obszar pola jednorodnego
uzyskiwany ~w  komorze  Laboratorium  Urzadzenh
Elektronicznych spetnia warunki normatywne w catym
pasmie 80-1000 MHz, dla WSZYSTKICH punktéw siatki

pomiarowej. Pokazano to na rysunkach 5 i 6 oraz w tabeli
2.
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Rys.5. Maksymalna réznica mocy potrzebnej do wytworzenia

obszaru pola jednorodnego 10 V/m w funkcji czestotliwosci —
polaryzacja pozioma
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Rys.6. Maksymalna réznica mocy potrzebnej do wytworzenia
obszaru pola jednorodnego 10 V/m w funkcji czestotliwosci —
polaryzacja pionowa
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Tabela 2. Udziat punktéw pomiarowych w tolerancjach
jednorodnosci pola.
Polaryzacja V | Polaryzacja H
Punktéw w tolerancji 0-6 dB 100% 100%
Punktéw w tolerancji 6-10 dB 0 0
Punktow powyzej 10 dB 0 0

Uklad bez absorberéow
Jak wida¢ na rysunkach 7 i 8 oraz w tabeli 3 w uktadzie
bez absorberéw na podtodze nie jest mozliwe wytworzenie

obszaru spetniajgcego normatywne wymagania
jednorodnosci.
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Rys.7. Maksymalna rdéznica mocy potrzebnej do wytworzenia
obszaru pola jednorodnego 10 V/m w funkgcji czestotliwosci — uktad
bez absorberéw, polaryzacja pozioma
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Rys.8. Maksymalna réznica mocy potrzebnej do wytworzenia
obszaru pola jednorodnego 10 V/m w funkcji czestotliwos$ci — uktad
bez absorberéw, polaryzacja pionowa

Tabela 3. Udziat punktow pomiarowych w tolerancjach
jednorodnosci pola — uktad bez absorberow.
Polaryzacja V Polar|)_/|zacja
Punktow w tolerancji 0-6 dB 99,2% 90,6%
Punktéw w tolerancji 6-10 dB 0,8% 9,4%
Punktow powyzej 10 dB 0 0
O ile przy polaryzacji pionowej udziat punktéw

mieszczgcych sie w tolerancji

6-10 dB

wynosit 0,8%

i miescit sie w dopuszczalnym przez norme limicie 3% to

dla polaryzacji poziomej

zdecydowane i wynosito 9,4%.

przekroczenie

bylo juz
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Uktad z absorberami piankowymi

Wyniki proby uzyskania obszaru pola jednorodnego
w uktadzie tylko z absorberami piankowymi pokazano na
rysunkach 9 i 10 oraz w tabeli 4.
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Rys.9. Maksymalna réznica mocy potrzebnej do wytworzenia
obszaru pola jednorodnego 10V/m w funkcji czestotliwosci —
absorbery piankowe, polaryzacja pozioma
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Rys.10. Maksymalna réznica mocy potrzebnej do wytworzenia
obszaru pola jednorodnego 10V/m w funkcji czestotliwosci —
absorbery piankowe, polaryzacja pionowa

Tabela4. Udziat punktéw pomiarowych w tolerancjach
jednorodnosci pola - absorbery piankowe.
Polaryzacja V Pola?_/'zacja
Punktéw w tolerancji 0-6 dB 99,2% 98,4%
Punktéw w tolerancji 6-10 dB 0,8% 1,6%
Punktow powyzej 10 dB 0 0

W obydwu polaryzacjach zarejestrowano punkty,
w ktérych przekroczona zostata normatywna tolerancja
6 dB, jednak w obydwu przypadkach ich liczba miesci sie
w tolerancji rozszerzonej, wynoszacej 3%.

Podsumowanie
W pracy pokazano jaki wplyw na uzyskanie obszaru

pola jednorodnego 10 V/m wymaganego w badaniach
zgodnych z normg [1] majg materialy absorpcyjne
rozmieszczane na podtodze komory bez odbiciowej SAC-3
bedacej w posiadaniu Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Sprawdzona zostata konfiguracja domysina, zalecana przez
dostawce komory, oraz konfiguracje uproszczone.
W konfiguracji bez absorberéw spetnienie wymogow
normatywnych okazuje sie niemozliwe. Blisko 10% punktéw
pomiarowych przekracza dopuszczalng tolerancje 6 dB,
w wiekszosci w sposob zdecydowany — podczas badan
zarejestrowano punkty, w ktérych natezenie pola siegato
nawet 35V/m. W konfiguracji wytgcznie z absorberami
piankowymi rowniez obserwowano przekroczenia tolerancji
6 dB, jednak ich liczba miescita sie w tolerancji
rozszerzonej 3%. W zwigzku z tym konfiguracja ta moze
by¢ warunkowo wykorzystywana do prowadzenia badan
(np. konstruktorskich).
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